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DVD : apres dissolution de la couche protectrice de polycarbonate, on peut
observer I’¢chantillon jusqu’a une echelle de 1,5 micrometres (1mages 2,3,4 et 5
de la surface metallique).

AFM (Atomic Force Microscopv) : Son principe

consiste a déplacer un levier surmonte d'une pointe a la
surface de I'échantillon et a mesurer la déviation verticale du
levier sous l'action des forces atomiques. 1l permet de
reproduire la topographie d’une surface avec une precision

i de quelques Angstroms. Pour nos observations, nous avons
utilis¢ le mode Tapping dans lequel le levier oscille a sa
fréquence de résonance.
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Quelques analyses : distribution en hauteur (6), section (7) et spectre en 2D (8).A
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Re¢alis¢ avec ’aide de Dimitr1 IVANOYV et Raluca GEARBA du Laboratoire de Physique des Polymeres.
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